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mas como dissolugio, contaminagio, ete.), téenicas al-
pativas de introducio de amostras foram desenvolvidas
a uso comr [CP-MS. A nccessidade de desenvolvimento
p técnica quase nio destrutiva e de relativa baixa com-
? dade levou ao uso de laser comy alta concentragio de
fergia para a vaporizagio de amostras sélidas (laser abla-
m - LAY, Recentemente instalamos no Instituto de Fisica
Universidade de Sao Paulo, uni equipamento para analise
Relementos tragus por espectroscopia de massa, utilizando-
Wa técnica ICP-MS (Perkin Elmer ELAN 6100), ao qual
plou-se um sistema de introducdo de amostras por vapo-
gao a laser (CETAC LSX-200), com um laser N&:YAG
, B6 nm. O sistema permite a visunalizagdo do processo
pde-se utilizar métodos de varredura da superficie, lei-
de pontos definidos e método para se medir o perfil
rofundidade. Iniciamos os trabalhos neste equipamento
sando os elementos majoritdrios e tragos de cristais de
Batos. Foi estudado a prasenga de Ca, Fe e Al nos cristais
Badonita (MnSi03) que apresentam efeito marcante em
g propriedades fisicas. Foi também estudado as concen-
oes de elementos minoritdrios e cianita (Mn, Mg, Ca
), olivina (Al, Mg ¢ Fe), petalita (Ti, Mn ¢ Fe), espo-
génio (Mn, Ti, Cr e V) e albita (Fe, Ti). Foi estudado a
Bposicao de cristais de berilo incolor (goshenita) e o coefi-
Brde difusdo de fons implantados por difusfio, usando-sc o
bodo de medida do perfil de profundidade dos clementos

b Fe e Mn) no cristal.
i
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] STIGACAO DE DEFEITOS ESTRUTURAIS
6aSh COM TOPOGRAFIA DE RAIOS X, JuLl-
b Manica, MARCELO HONNICKE, CESAR CUsATls, IRl-
WMAZZARO, Departamento de Fisica - UFPR, Ereani
w CosTa, Departamento de Engenharia Mecdinica e
brinica - PUCRS, «O GaSbh ¢ um dos cristais de grande
se tecnoldgico por apresentar propriedades essenci-
pea o desenvolvimento de dispositivos eletronicos, Es-
istais, obtidos pelo método Czochralski, apresentam
ntemente imperfeicoes originadas durante o processo
scimento (tais como, variagio de concentragio locali-
ginclusdes e discordancias) que afetam diretamente as
dades eletronicas. A analise de defeitos pela téenica
Bque quimico com solugoes apropriadas, evidenciaram
enca de estrias segregacionais geradas durante o pro-
e crescimento de cristais de GaSbh crescidos pela
s Czochralski com encapsulante liquido. Como as
ps de difracéio de raios X siio altamente sensiveis i va-
ido pardmetro de rede espera-sc (ue tais estrias sejam
Bades com técnicas de Topografias de Raios X. Utili-
fa técnica de difratometria de duplo cristal, devido
bilidade de ter-se maior resolugdo na variagao local
metro de rede. Foram obtidas imagens topograficas
o um difratdmetro de duplo eixo, em que sobre o
b cixo foi posicionado um monocromador referéncia
o, com corte assimétrico difratando os planos {333)
' o segundo eixo amostras de GaSb a scrcn anali-
 As amostras de GaSh foram primeiramente orienta-
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das, cortadas e polidas pelo processo mecanico e em seguida
submetidas a ataque quiinico (HF 1 HNO3 : CH,COOH)
para remogao da camada danificada. As imagens obtidas,
paralelas as direcoes [110] ¢ [111], mostram regides de dis-
cordancias, ¢ em algumas delas foram observadas estrias
com o indicativo de variacio local do parametro de rede
como conseqiiéneia do processo de crescimento, sendo por-
tanto possivel estimar esta variagdo. Também medidas da
difraciio de alta resolugiio dessas amostras sio compariveis a
resultados simulados utilizando teoria dindmica de difracao
de raios X,

[Painel - 14:00]

A NOVA VERSAO DO DIFRATOMETRO DE
NEUTRONS DO IPEN-CNEN/SP, CanrLos Be-
NEDICTO RAMOS PARENTE. VERA Lucia Mazzooc,
Instituto de Pesquisas Energéticas ¢ Nucleawres - IPEN-
CNEN/SP, YVONNE PRIMERANO MASCARENHAS, Instituto
de Fisica de Sdo Carlos - Universidade de Sao Paulo, O
difratémetro de néutrons do IPEN-CNEN/SP estd sendo
modificado para se tornar wn instrumento mais 4gil na
aquisicao de dados, com major resolugio. Estd instalado
junto ao reator de pesquisas IEA-R1m. dessa instituicio.
Na sua versdao anterior, era coustituido basicamente de wm
tnico detector de trifluoreto de boro ¢ um monocromador
plano de cobre. A sua operaciio era antomatizada por com-
putador.
constituida por um detector sensivel & posigio (‘PSD’) ¢

Na sua nova versio, a configuracio basica serd

um monocromador curvo (focalizador) de silicio. Esta cou-
figuracgao depende da instalagio de um eolimador rotatdrio
oscilante, na frente do PSD, além de nova instrumentacio
eletronica, adequada a esses detectores. Ela exigiu ainda
a construgao de uma nova blindagem radiolégica, de wna
nova blindagem para o PSD ¢ de noves colimadores. I
um instrumento de alta eficiéneia ¢ muito boa resolugio,
devido principalmente & instalacao do PSD, constituido de
11 detectores lineares de *He, ¢ ao monocromador focaliza-
dor de silicio, que permite a utilizagio de 4 diferentes com-
primentos de onda (1,111 1.39%9: 1,667 ¢ 2,191 A). Além
de nma melhor resclugao, as medigdes serdo cerca de 600
vezes mais rapidas do que no difratémetro anterior. O
novo difratometro é um instrumento aberto &s comunida-
des cientifica e tecnoldgica, tendo sido financiado em pro-
jeto Multi-usudrio da Fundagio de Amparo & Pesquisa do
Estado de Sio Paulo (FAPESP). Quando eni operacio, cs-
tard aberto a essas comunidades para a obtencao de difra-
togramas de pd, medigoes de texturas, on qualquer eutro
experimento que possa com ele ser realizado.
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DUAL SENSOR PHOTOPYROELETRIC CON-
FIGURATION FOR THE SIMULTANEOUS DE-
TERMINATION OF THERMAL DIFFUSIVITY
AND EFFUSIVITY OF LIQUID AND PASTY
MATERIALS: THEORETICAL ANALYSIS AND
APPLICATION LIMITS DISCUSSION, Josg bE Ri-
BAMAR PEREIRA. UFMa - Unjversidade Federal do Ma-
ranhdo, ANDRE OLIVEIRA GUIMARAES, Ebsox CORREA DA
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